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Free-Space-Fotodetektor (Si) mit Verstarker, 350 - 1100 nm

Free-Space Photodetector Module

Produkt #29-518 6 In Stock

O 1) e

+ WARENKORB

Mengenrabatte

Stk. 1-5 €527,00 stlickpreis
Stk. 6-10 €473,00 stiickpreis
Need More? Angebotsanfrage

@ Preise exkiusiv der geltenden Mehrw ertsteuer und Abgaben

Downloadbereich
Produktdetails
Typ:
Amplified Si Photodetector
Anstiegszeit (ns):

10.00

Physikalische und mechanische Eigenschaften

GroBe (mm):
58.5x62.2 x36
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Aktive Aiche (mm?):
13.00 (3.6*3.6mm)

Optische Eigenschaften

Wellenléngenbereich (nm):
350-1100

Elektronische Spezifikationen

Rauschéquivalente Leistung NEP (W/ Hz/2):
1.2x10~14

Bandbreite (Hz):
DC-12*10%6 (DC-12 VHz)

Anschlussmdglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stromversorgung:
#29-519

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
10-50

Konformitat mit Standards

Konformititszertifikat:
Anzeigen

Produktdetails

o Kompaktes Design fur einfache Systemintegration
o Si- oder InGaAs-Detektoren fiir 200 bis 1700 nm
e Mt Vorspannung oder verstarkt

Free-Space-Fotodetektormodule werden mit verstarkter Si-Diode, mit Si-Diode mit Vorspannung oder mit InGaAs-Hochgeschwindigkeitsdiode angeboten. Der abgedeckte Bereich erstreckt sich tiber UV, VIS und NIR bis SWIR
(200 - 1700 nm). Die Detektoren ermdglichen schnelle Anstiegszeiten und Bandbreiten fiir die sofortige Detektion von gepulsten Lasern, die Si-Version bietet eine Anstiegszeit von 1 ns und Bandbreiten bis 350 MHz, die InGaAs-
Detektoren bieten eine Anstiegszeit von 350 ps und eine Bandbreite von 5 GHz Die verstérkten Si-Detektoren bieten Anstiegszeiten von 10 - 35 ns und eine fest eingebaute Verstarkung, der rauscharme Transimpedanzverstarker
ermdglicht die Messung von schwachen Signalen oder Signalen mit geringer Leistung bis zum Femtowattbereich. Free-Space-Fotodetektormodule haben eine kompakte GréRe fur eine einfache Integration in platzbeschrénkte
Systeme, ein MB-Gewinde zur Befestigung auf Stangen und eine abnehmbare Optikhalterung fiir Optiken mit 1“ Durchmesser fiir die Integration von Filtern und Linsen. Die Module eignen sich ideal fiir die Erfassung von schnell
gepulsten Lasern, modulierten CW-Quellen und Anwendungen, fir die eine freie optische Detektion benétigt wird, wie z B. LiDAR.

Bitte beachten Sie: Die Si- und InGaAs-Fotodetektoren mit \orspannung (#29-514, #29-515 und #29-516) benétigen fir den Betrieb eine 12-\-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten). Die verstarkten Si-Module (#29-517
und #29-518) bendtigen eine Stromversorgung mit+12 VDC (#29-519), die separat verkauft wird. Bei der Messung von Hochgeschwindigkeitssignalen wird ein Endwiderstand mit 50Q empfohlen.
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